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Polanisat ione- und Interferenzmikroskop JENaPOI interphako für

Durch- und Aafllchtuntersuchungen

IVät der Entwickl-ung des JENAPOI i.nterphako bietet sich dern Pola-

r j .sat ionsnikroskoplker die langgewünschte Mögl lchkei t ,  den Infor-

mat ionsgeha l t  an lso t roper  und iso t roper  Mater ia l ien  we i tes t -

gehend. zu erfassen und auszuwexten, ohne dabei  d ie bis lang er-

forder l ichen zei t r  aubenden gerät  ete chnischen Urnbauarbei ten durch-

3ühren zu nüssen. Aufbauend. auf den bewährten JENAPOI dor Relhe

der JENA-IiIIKROSKOPE 250-CF wurde der Polarj-sationstubas <ierart

gestal tet ,  daß mit  e inem einzigen l {andgr l f f  dae vom Objekt  kommen-

de l icht  von der Polar isat i ,onsschlei fe ln elne zas{ i tz l i .che Inter-

ferenzschl-ei fe umgelenkt werden kann, die polar lsat j -onsunempfind-

l ich ist .  Ihr  Kardinalelernent ist  e in modif iz ie:r tes IUach-Zehnder*

Shear ing-Intonferornetor,  dae im Gegensatz zu den Interphako-Mikro-

skopen der I / i IKROVAL-Reihe im telezentr ischen StrahLengang l iegt .

Darni t  vr i rd die Bedienung wesentLj .ch er le lchtertr  wei l  zum Bei--

spJ .e l  der  JewelJ - ige  In te r fe renzzus tand ( In te r fe renzs t re i fen  oder

homogenes Feld) bel  der objelctabhänglgen Var iat ion der Bl ldauf-

spa l tung erha l ten  b le ib t .

A ls  Iv Ieße lement  fü r  den Ganguntersch ied  fung ie r t  e in  d ig i ta l i s ie r te r
Phasensch ieber  mi t  e inern  k le ins ten  angeze ig ten  Ganguntersch ied  vcn
etwa Or5 nm und einenr l \ , ießbereich von etwa 51un, Der gemessene Gang-

unterschj-ed, rvlrd elektronisch auf d.es] kloinen Bedienpult DIGIli.r"N
angezeigt .  Zr.rr  Messung größerer GangunterechieCe bi . .s zu 45 Ä mit

Hi l " fe von Interferenzstrei fon dient der ürolrphasenscl" i ieber.  Die
interferornet l ischen Messungen lassen sich im uieißen "1, i . .c1: . t  durch

Einstel- l -en d.er eropf indl ichen Farbe (not I )  or ier  lm monor: l r ronat ischen

llcht durch Einstel"len größteir Dunkelheit durchf,ührer:" Die Redu-

zieyung d.er dabel möglichen subjektivon Unsi-cherhej-"i;en ber-,rirkt
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elne l la lbschattenplat te.  Bel  ihrer Anrvendung slnd die sonst

nacheinander notwendigen Einstel lungen des gervünschten Inter-

f  erenzzust ande s nebeneinander nögJ- ich.  0hne Halbschatt  enpJ.at t  e

Lassen sich Ganguntersclaiede auf 2 bls 4 nnn reproduzieren,

n i t  Ha l -bschat tenp la t te  e te lg t  d le  Reproduz ie rbarke i t  au f  e twa

1 nm.
Um die subjekt lven Elnf lüsse vol letändtg zu el i ra in ieren und die
le is tung der  Gerä te  vo lL  auszuschöpfen ,  rvurde  das  Zusatzgerä t

VEIOIvIET 2 entwickel t .  Es gestat tet  auf  fotoelektronischen f fege

die Indikat ion d,er bei  der Messung votzunehmenden AbgLeich-

vorgänge. Die zu.ur l ießvoxgang notwendigen fnformat ionen zeigt

ebenfalLs das Bedienpul t  DIGIMIN'an. In Vergleich zurn Vorgänger-
gerät ist das VBI,OI|{ET 2 sehr einfach zu handhaben. Es ermöglicht

bel der Durchführung von il ießreihen, den Ganguntersciried in Ab-

hängigkei t  von den Objekteigenschaften an Objektej"nzelhei ten

mit einero Durclunesser >- 0rB7r:.n nnd einer Standardabweichung

der Einze}nessung bis zu Or5 nn zu reproduziexen, Bei  d ieser
ger ingen Unsicherhei t  re lctr t  Ln den nreisten Fäl1en eine Einzel-

nessung aus, so daß gegenüber v isuel len l \ [essungen ein beacht-

l icher Zei tgevr inn erziel t  wird.  t iber den l le l l fe ldstrahlen;1ang

er l -aubt das VEIOIJET 2 einfache fotonetr ische l ' tessungen im weißen

und nronochrornat ischen ] , icht .

Zux Herstel lung von l t i ikrofotograf ien komrnen die Var ianten des
Aufsetz-Kamera-Systems mf-AKS 2 zum Elns at?, .

Das JENAP0I interphako . f  ür  durchf al lendes l icht  f indet, in der
Biologie,  Medizin,  Chemie, Unwelt forschung, Gl-ae- und Keramj-k-
indust:r ie,  Petrographie und Kr istal lographie Anr ' ' ;endung. So können
zc B. die r ichiungsabhängigen Brechungsindizes anisotroper Sub-
stanzen interferonetr isch best lnnnt werden, nechdem iru Polar j " -
sat j .onsstrahlengang die Objektor ient ierung. erfolgt  j .s t  .

"Als .AufLlchinikroskop eignet s ich c las JENAPOI intexphairs 1r der
Chern ie ,  Kr is ta l lograph ie  r t r€ t r  Geb is ten .  So lassen n ich  z .  B .
mj-t einer neuartigen lJiethode Brechzairkaesslrngen an lüokenJ.osen
Kornverbänden durcif ühren.
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ÄLs besonders vorteiLhaft  erweist  e loh die Anwendung d,er

rechnergestützten ErgänzungseinrLchtung RETAfiMET 2, die bei

J eder interferenzoikroskoplschen oder polar isat ionsnj .krosko-

plschen Messung die gewonnenen Daten stat ist isch aufbere. l tet

und. u.  äo etets den aktnel len Meßfehler s ignal is ier t .

Kurzfassung

PolarLsations- und Interferenzrnikroskop JEI'IA?OIr interphako
für Durch- und Aufl-ichtuntersuchuns,en-

Das JEI{APOL interphako für Durch- und Auflichtuntersuchun-
gen der Reihe JANA-IüIKROSKOPE 250-CF vereS-nigt die Vo:r-
züge eines PoLarisatione- und Interferenzmikroskope in
e lnem Gerä t .  E in  neuar t iger  Po la r isa t ions tubus  ges ta t te t
das Erweitern von Polar isat ion auf polar isat ionsunempfind-
l iche Interferanz, die mit  Hi l fe eines mod. l f iz ier ten Mach-
Zehnder-She arlnglnterferometers erzeugt urird, .
Ein digi ta l is j .er ter  Phasenschieber ernögl icht  Gangunter-
sclaiedsmessungen bis etwa 5000 nn bei  e iner Auf lösung von
0,5 nm. Die Anzei .ge erfolgt  mit  der Bedieneinhei t  DIGII I I IN,
Für l lessungen bis za 45 lVel lenlängen dient ein Grobphasen-
sch ieber .
l itt dern Zusatzgerät VEL0MET 2 Iäßt sich der i l leßvorgang
ob jek t i . v ie ren .  Besond.ers  vor te i lha f t  i s t  d ie  g le ichze i t ige
Anwendung der rechnergestützten Zasatzelnrichtung RETARI\,IET 2,
die die gewonnenen l {eßwerte stat ist isch aufberei tet .
I r ls  qual i t  at lve DurchLicht-Kontrastverfahron sj-nd Grenz-
dunkel fe ld,  posl t iver und. negat iver Phasenkontrast  durch-
f  ührbar.
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